
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazlarý

"Surftest SJ-400" Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazý
• Taþýnabilir modellere dahildir, yüksek hassasiyette ölçüm imkaný 
saðlar
Geniþ ölçüm aralýðý, yüksek hareket doðrusallýðý ve yüksek çözünürlüklü 
prob sayesinde kendi sýnýfýnda en yüksek hassasiyeti garanti eder.
• Kademe ve doðrusallýklarýn ölçümü/deðerlendirilmesi.
Adaptörsüz ölçüm fonksiyonu sayesinde çok küçük kademeler, 
doðrusallýk ve dalgalýlýk ölçülür. LCD ekrandaki yerleþik fonksiyonlar 
yüzey karakterlerinin deðerlendirilmesini kolaylaþtýrýr.
• Adaptörsüz ölçüm ve radyus kompanzasyonu fonksiyonlarý 
silindirik yüzeylerde pürüzlülük ölçüm ve deðerlendirmesini 
mümkün kýlar.
• Uluslararasý normlara uygun pürüzlük parametreleri.
SJ–400 serisi yeni ISO-, DIN-, ANSI normlara ve ayný zamanda JIS 
standartlara (1994/1982) uygun 35 farklý pürüzlük parametreleri sunar.
• Modern veri iþlemi için geliþtirilmiþ analiz programlarý.
SJ–400 serisi cihazlar yüksek sýnýf cihazlardan saðlanan veri iþlemlerini yapabilir. 
Bu sistem yüzey pürüzlülük analizi SURFPAK-SJ programýna doðru geliþtirilir, 
raporlama için de veri analizi ve hazýrlama fonksiyonu sunar.
• Hesaplanan sonuçlarýnýn kontrolü ve deðerlendirilen profiller doðrudan 
ekran üzerinde yapýlýr.
Yerleþik, büyük ve hassas-dokunmatik LCD monitörün (Touch Panel) üzerinde 
hesaplama sonuçlarý ve deðerlendirilmiþ profiller net ve açýk bir þekilde 
görüntülenir.
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Yüzey profil ekranýHistogramÖzel fonksiyon seçimi

35 parametre

Ra, Rq, Ry, Rz, R3z, Rt, Rp, 
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, S, 
Sm, Pc, mr, A1, A2, Rv, R, Rx, 
W, Wx, Wte, mrd, HSC, AW, 
AR, Vo, a, q, Ku, c, Lo, Sk 

Kod

178-956-4D
178-958-4D

Z Ekseni Hareketi
µm
800
800

X Ekseni Ölçüm Aralýðý
mm
25
50

Model

SJ-401
SJ-402


